[image: image1.jpg]NARLabs BRRIBEHF
EEFEEMADD



                                                 機密等級：內部使用

高頻量測計畫書
	預約編號
	(量測者免填)
	預約日期
	

	預約者姓名
	
	預約類型
	□部份負擔 □自費 

□教育性:                請填晶片編號

	學校系所/公司
	
	指導教授
	

	E-mail
	
	連絡電話
	


1、 高頻量測機台 (單選)( Divider, VCO, Synthesizer/PLL請選SSA量測系統)

	□40GHz量測系統
	□67GHz量測系統
	□SSA量測系統

	□40GHz調變信號量測
	□67GHz調變信號量測
	□其他 :

	□台南高頻量測系統(S參數/X參數/射頻積體電路/負載拉移量測服務) □其他


2、 量測種類 (勾選量測電路的種類) 
	□Device (□Passive  □Active  □MEMS) 

	□Circuit (□LNA □PA □Mixer□Divider □VCO□Synthesizer/PLL□其他        ) 


3、 操作頻率
	□10MHz~40GHz □40GHz ~67GHz □其他           


4、 量測項目(請依所使用機台來勾選預計量測項目)
	40GHz量測系統
(可複選)
	高頻S參數量測
	□S參數(1~4 Port) □DC I-V □其他  

	
	雜訊指數量測
	□Amp. NF  □Mixer NF 

	
	RFIC參數量測
	□Mixer Conversion Gain □Mixer P1dB □Mixer IP3 □Amp. Gain 
□Amp. P1dB □Amp. IP3 □其他  

	
	調變/解調訊號量測
	Signal Bandwidth               Central Frequency                
Modulation Type □ASK □QPSK □QAM16 □FSK □其他       

Testing Items □EVM □CCDF □Occupied BW □ACPR 
□Spectrum Mask □Constellation Diagram □其他           

	67GHz量測
系統
(可複選)
	高頻S參數量測
	□S參數(1~4 Port) □DC I-V □其他    

	
	雜訊指數量測
	□Amp. NF □Mixer NF

	
	RFIC參數量測
	□Mixer Conversion Gain □Mixer P1dB □Mixer IP3 □Amp. Gain 

□Amp. P1dB □Amp. IP3 □其他    

	
	調變/解調訊號量測
	Signal Bandwidth               Central Frequency                
Modulation Type □ASK □QPSK □QAM16 □FSK □其他       

Testing Items □EVM □CCDF □Occupied BW □ACPR 
□Spectrum Mask □Constellation Diagram □其他           


	SSA量測系統

(可複選)
	量測參數
	□Phase Noise □Tuning Sensitivity □PLL Settling Time 
□High-speed Eye Diagram and BER Testing  □其他               

	台南高頻量測系統
(可複選)
	S參數/X參數/射頻積體電路/負載拉移量測服務
	□DC I-V □ S參數

	
	
	□Source-Pull □Load-Pull □Output Power □Gt(Power Gain)  

	
	
	□Power Efficiency  □Power Sweep  □Bias Sweep & Power □P1dB  

	
	附加射頻參數功能
	□IIP3  □Conversion Gain  □Isolation  □Phase Noise

□其他


5、 量測形式
	□ On wafer device and circuit measurement

	□ PCB measurement

	□ On wafer circuit measurement with PCB bias network


6、 電路的描述：含電路的操作的頻段、消耗功率、電路特性及DC偏壓
7、 預計量測項目之模擬圖形，TSRI將依據模擬範圍完成量測結果
8、 Layout圖(須標示RF、DC下針位置圖或PCB板連接位置圖)

9、 其他量測要求【若無則不需填寫；同一顆晶片申請第二次量測，請在此說明原因;教育性晶片至多免費量測一次(天)，如因特殊原因請與各系統負責人連絡進行討論】
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